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特集 「電子顕微鏡法による材料開発のための微細構造研究最前線(3)」

電子線照射したFe-Cr-Ni合 金における結晶粒界近傍での格子像と溶質偏析挙動

北海道大学エネルギー先端工学研究センター 坂 口 紀 史 高橋平七郎

Fig.1電 子線照射前に見 られた結晶粒界格子像.

高 エネルギー粒子線照射下 においては,結 晶粒界近

傍 において著 しい合金元素偏 析が誘起 され るのみな ら

ず,結 晶粒界構造変化 もしば しば観 察される.本 研究

では電子線照射下 における粒界構造 変化 と溶質偏析挙

動 につ いて調 査 した.Fig.1に はFe-15Cr-20Ni合

金 に お い て 照 射 前 に 見 られ た 結 晶 粒 界 近 傍 で の

HREM像 を示 した 。同粒界 に電子線照 射 した結果,

照射誘 起粒界移動 に伴 う構造変化 が観察 された(Fig.

2). 照射後 の結 晶粒界 は フ ァセ ッ ト状 へ と変化 し,

その大部分 は稠密面粒界(例 えば,(002)//(111)粒 界)

で構 成されている ことが分 かる.上 記の粒 界において

二次 元EDS分 析 した結 果 をFig.3に 示 す.同 図 よ

り,結 晶粒 界近傍 において著 しいNiの 濃 縮が確認 さ

れ る.さ らに,Ni偏 析 は稠密面粒 界 よ りも粒界 ステ

ップにおいて特 に顕著であ ることが分 かる.こ れは,

自由点欠陥 との優先的な相互作 用が粒界 ステ ップにて

生 じているこ とを示 して お り,粒 界移動 は この領域で

の原 子再配列 に起 因す るこ とが示唆され る.
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TEM specimen preparation: twin-jet electropolishing (TenuPol-5) (electrolyte; 5%HC104 and 95%CH3COOH; 25 V, 40 mA, 15•Ž)

TRM utilized: TEM-ARM-1300(1250 kV), JEM-2010F (200 kV) with EDS detector
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